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UPORABA MINIRACUNALNIKA PRI PROFILNI ANALIZI AES

THE USE - OF A MINICOMPUTER AT AES PROFILE ANALYSIS

POVZETEK - Opisana je uporaba miniragunalnika pri analizi AES. Spektrometer
Augerjevih elektronov je direktno prikljuen na minireéunalnik in rozviti so programi za
kvalitativno in kvantitativno vrednotenje posnetih spektrov.

ABSTRACT - The use of minicomputer for evaluation of AES spectra is described.
The spectrometer is connected to the mini computer and appropriate programs for qualita-
tive and quontitative evaluation of spectra aore developed.

»

1. UVOD

V raziskavah in razvoju modernih tehnologij je posebnega pomena karokterizacija
povriin trdnih snovi. Zo elementno analizo povriin trdnih snovi je danes poznanih ve&
metod od katerih se najpogosteje uporablic spektroskopija Augerjevih elektronov (AES)

(1, 2). Z rastrskim mikroanalizatorjem no Augerjeve elektrone, ki je nomeiden na IEVT,
Ze tretie leto opravljamo preiskave povriin trdnih snovi, pri emer e od vsega zaetko .
spekire Augerjevih elektronov skulamo tudi kvelitativno vrednotiti (3,4). Predpogoj za
hitro informacijo o kvan titativni sestavi analiziranih povriin je roZunalniska obdelava re-
zultatov dobljenih z analizo AES. Kvantitativno vrednofenje analogno izrisanih spektrov,
dobljenih med profilno analizo AES je zamudno, nekreativno delo in podvrienc subjektiv~
nim napakom. Vsled tega tudi v drugih laboratorijih za povriinsko analizo vse pogosteje
uvajajo roZunalnitko vrednotenje spektrov (5).

2, 1ZVEDBA AVTOMATIZACIJE MERITVE

Spektrometer Augerjevih elektronov /tip SAM 545A, firme PHI/ smo direkino po-
vezali z minirogunalnikom /tip PDP 1}/34, firme DEC/. Rozvili smo progrome za kvanti-
tativno obdelovo spektrov pri profilni analizi vzorcev, kjer pa podatke vnatamo %e preko
terminala (6, 7).
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V naslednjem koraku smo direktno povezali analogni izhod spektrometra z analognim
vhodom miniraéunainika (7). Z radunainikom analogni spekter z A/D pretvornikom /ART1/
pretvorimo v digitalno obliko. Podatke spravljamo v pomnilnik in jih pod poljubno 3ifro
spravimo na disk. Na posnetem spektru identificiramo do deset elementov. Spektre smo
vzoréili s hitrostio 1 eV/sek.

Posneti spekter prikazemo izrisan na video terminaly, opremljen s simboli kemiénih

elementov in njihovimi koncentracijami, poleg tega pa dobimo izpis koncentracij odkritih
elementov 3e na printerju.

Na sliki 1., je shematski diagram poteka racunainizke obdelave, na sliki 2., pa
je spekter posnet z video terminala, pri Zemer so posamezni piki oznaZeni z elementi,
katerim pripadaijo.

pripadaj

) Naslednja stopnija avtomatizacije meritve je izdelava paketa programov za avtomat-
sko snemanje in obdelava zaporednih spektrov pri profilni analizi vzorca,

V bistvu ie to raziritev osnovnega paketa programov za off-line obdelavo z ro&nim
vnosom podatkov, le da sedaj znacilne podatke za vsak spekter ragunalnik posname in ra-
€una sproti ter jih spravija v spomin. Po konéani meritvi /snemanju/, program obdela
sprejete podatke in na printerju izrize profilni diagram, ki kaze potek koncentracij posamez-
nih elementov po globini vzorca. Primer profilnega diagrama vrednotenega z ra&unalnikom
in izrisanega s printerjem kaze sl. 3.
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Slika 1. Diaogrom poteka raunalnizke obdelave podatkov’ analize AES
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Slika 2. Spekter Augerjevih elektronov zlitine NiCr na video
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Slika 3. Profilni diagram tanke plasti zlata na kovarju, vrednoten in zrisan
z radunalnikom. Ned njim je tobela z ustreznimi vrednostmi

koncen-
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3. ZAKLJUCEK

© Z direktno priklju€itvijo spektrometro na radunalnik in vrednotenjem podatkov iz
spektrov Augerievih elektronov smo skrojSali Zos potreben za racunsko obdelavo podatkov
dobljenih pri analizi AES. Zg rutinsko uporabo rozunalnika med profilno analizo AES je

potrebna nadaljna izpopolnitey avtomatizacije analize in raZunalnizkih programov .
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